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(57) Anotace:

Hodnoceny vzorek se nejprve upevni na pracovni plochu
(1a) upinaciho stolku (1) relokagniho pfipravku.
Relokani pipravek jako celek se potom upne na stil
meéficiho mikroskopu, kde se nalezne misto, na kterém se
provede hodnoceni jakosti povrchu a pomoci prvki (2, 3,
4) mikrometrického nastaveni se, ve formé pravothiych
soufadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a Ghlu rotace (Ag)

v ose na pracovni plochu kolmou, odeéte poloha tohoto
mista povrchu vzorku viiéi jedné ze &tvetice
polohovacich rysek (11b) umist&nych na pracovni plose
(1a). Potom se relokaéni ptipravek pfemisti a upne na stil
zafizeni pro hodnoceni jakosti povrchu s tim, Ze zadanim
soufadnic (Ax, Ay a Ag) vidi pfisluné polohovaci rysce
(Ib) do méficiho systému zatizeni pro kontrolu jakosti
povrchu dojde k pfesné lokalizaci mista povrchu vzorku
uréeného k hodnoceni. Relokaéni p¥ipravek je tvoten
upinacim stolkem (1), ktery je na své pracovni plose (1a)
opatfen alespori jednou polohovaci ryskou (1b) a je
spojen s prvky (2, 3) mikrometrického nastaveni ve
sméru pravouhlych soutadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a
dale s prvkem (4) mikrometrického nastaveni tihlu rotace
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Zpiisob zpFesnéni a zrychleni mikroskopického hodnoceni jakosti povrchu vzorku a relo-
kaéni piipravek k provadéni tohoto zpiisobu

Oblast techniky

Vynalez se tyka zpsobu zptesnéni a zrychleni hodnoceni jakosti povrchu vzorku, zejména pak
vzorku polymerniho materidlu. Dale se vynalez tyka reloka¢niho ptipravku k provadéni tohoto
zptisobu.

Dosavadni stav techniky

V soucasné dobé si odbératelé soudasti vyrobenych z polymernich materialt, kladou stile vyssi
néaroky na jakost povrchi zhotovenych dili. Aby bylo moZno zajistit tyto naroky, je nutné pouZzi-
vat nejen kvalitni méfici systémy pro kontrolu jakosti povrchi, ale i vhodné ptipravky, které
umo?ni kontrolovany polymerni dil vhodn& ustavit vi¢i snimadi méficiho systému. Nicméné,
toto vie jesté nemusi stadit. Mnohdy je totiz pozadovano méfeni jakosti povrchu opakovat, coZ
miZe byt zna&né problematické. Na m&feném dilu by totiZ, aZ na zcela vyjime¢né pfipady, neme-
ly byt kontrolnim pracovi§tdm vytvoteny zadné znacky, které by sniZily kontrolovanou jakost
povrchu. Neni tedy vhodné vytvéafet mechanické znagky typu vrypi, rysek apod. Nemechanicky
zpiisob tvorby znadek, napt. lepenim papirovych znagek, ¢i zimémych kiizi, je vSak také ne-
vhodny. V disledku adhezivnich sil miZe totiz i zde dojit k poSkozeni povrchu, a to nejen
mechanickymi prostfedky, ale i chemickym procesem.

Je také nutno téZ uvazit, e vyrab&né polymerni dily mohou byt tak malé, Ze zZadny z vySe uvede-

nych prostfedki, které se v soudasnosti pouZivaji, neni mozné aplikovat jiz z rozmérovych divo-
du.

Podstata vynalezu

K odstranéni vy$e uvedenych nedostatkd pispiva do znaéné miry zptisob zpfesnéni a zrychleni
hodnoceni jakosti povrchu vzorku podle vynalezu. Podstata vynalezu spogiva v tom, Ze hodnoce-
ny vzorek se nejprve upevni na pracovni plochu upinaciho stolku relokaéniho pfipravku, relokac-
ni pfipravek jako celek se upne na stiil méficiho mikroskopu, kde se nalezne misto, na kterém ma
byt provedeno hodnoceni jakosti povrchu. Pomoci prvki mikrometrického nastaveni se pak ve
formé pravouhlych soutadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a thlu rotace (AG) v ose na pracovni plo-
chu kolmou odedte poloha tohoto mista povrchu vzorku vici jedné ze Ctvefice polohovacich
rysek umisténych na pracovni ploSe. Potom se relokatni pfipravek pfemisti a upne na stil
zaFizeni pro hodnoceni jakosti povrchu a zadanim soufadnic Ax, Ay a Ag viii ptislusné poloho-
vaci rysce do méficiho systému zatizeni pro kontrolu jakosti povrchu dojde k ptesné lokalizaci
mista povrchu vzorku uréeného k hodnoceni.

Toto hodnoceni jakosti povrchu miZe byt s vyhodou provedeno metodou skenovani s tim, Ze
zafizenim pro kontrolu jakosti je povrchovy skener.

Upevnéni hodnoceného vzorku na pracovni plochu upinaciho stolku reloka¢niho pfipravku se
provede s vyhodou pomoci plastické fixaéni hmoty a/nebo mechanickym upevnénim.

Relokagni ptipravek k provadéni zptsobu podle vynalezu je tvofen upinacim stolkem, ktery je na
své pracovni plode opatien alespoii jednou polohovaci ryskou a je spojen s prvky mikrometricke-
ho nastaveni ve sm&ru pravotihlych soutadnic pracovni plochy a dale s prvkem mikrometrického
nastaveni uhlu rotace v ose na pracovni plochu kolmou.
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Prvky mikrometrického nastaveni ve sméru pravouhlych soufadnic pracovni plochy upinaciho
stolku jsou s vyhodou prvek mikrometrického nastaveni translace v ose x a prvek mikrometrické-
ho nastaveni translace v ose y, pfi¢emz oba tyto prvky jsou tvofeny pohybovymi drouby s mikro-
metrickymi hlavicemi. Prvek mikrometrického nastaveni Ghlu rotace v ose na pracovni plochu
upinaciho stolku kolmou je pak s vyhodou tvofen otonym Sepem a dal$im pohybovym Sroubem
s mikrometrickou hlavici a mechanismem pievodu translaéniho pohybu na rotaéni bézi rotujiciho
valecku s kloubem.

Mikrometrické hlavice prvki mikrometrického nastaveni maji s vyhodou rozliitelnost 0,01 mm
a pracovni rozsah 0 az 25 mm.

Vyhodou zpiisobu podle vynalezu a reloka¢niho pfipravku k jeho provadéni je moznost zajisténi
opakovatelnosti méfeni jakosti povrchu polymerniho dilu a dale usnadnéni jeho upevnéni, které
zabrafiuje nezadoucimu pohybu polymerniho dilu béhem méfeni.

Dalsi vyhodou je zpfesnéni zaméfeni soufadnic polymerniho povrchu, ktery obsahuje nejakostni
prvky, jako jsou napf. Skrabance, trhliny, praskliny apod. Pro dokumentaci zakaznikovi je mnoh-
dy tfeba tyto nejakostni prvky nejen nalézt, ale i prostorové nasnimat a vyhodnotit. Tyto prvky
Jjsou v3ak vétSinou rozeznatelné pouze mikroskopicky, pfi zvétseni 10ti az S0ti nasobném.

Piehled obrazki na vykresech

K blizSimu objasnéni podstaty technického fedeni slouzi pfiloZené vykresy, kde predstavuje:
obr. I — umisténi relokacniho ptipravku na stole méficiho mikroskopu,

obr. 2 — umisténi reloka¢niho piipravku na stole méficiho systému zafizeni pro kontrolu jakosti
povrchu,

obr. 3 — celkové schéma reloka¢niho pfipravku,

obr. 4 — detail s prvkli mikrometrického nastaveni ve sméru pravouhlych soufadnic pracovni
plochy,

obr. 5 — detail prvku mikrometrického nastaveni ahlu rotace v ose na pracovni plochu kolmou,
obr. 6 — vyuZiti relokaéniho pfipravku pro sniméani a nasledného hodnoceni stop po mikroinden-

taci.

Ptiklady provedeni vynalezu

Po upevnéni polymerniho dilu pomoci plastické fixaéni hmoty na pracovni plochu 1a upinaciho
stolku 1 relokaéniho pfipravku (viz obr. 3), se cely relokaéni pfipravek upne na stil méficiho
mikroskopu (viz obr. 1). Zde se nalezne misto, na kterém ma byt provedeno hodnoceni jakosti
povrchu a pomoci prvki mikrometrického nastaveni se ve formé pravodhlych soufadnic pracovni
plochy Ax, Ay a Ghlu rotace Ag v ose na pracovni plochu kolmou odedte poloha tohoto mista
povrchu vzorku vii polohovaci rysce 1b na pracovni plose piipravku.

Po odecteni soufadnic a Ghlu se relokaéni pfipravek piemisti a upne na stiil zafizeni pro hodnoce-
ni jakosti povrchu — v piikladném provedeni povrchového skeneru firmy Taylor Hobson (viz
obr. 2). Zadanim soufadnic Ax, Ay a Ag viigi polohovaci rysce do méficiho systému tohoto zafi-
zeni pro kontrolu jakosti povrchu dojde k presné lokalizaci mista povrchu vzorku uréeného
k hodnoceni.
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Ptikladné provedeni relokaéniho ptipravku pro zpresnéni a zrychleni hodnoceni jakosti povrchu
vzorku polymerniho materilu je schematicky znazornéno na obr. 3. P¥ipravek je tvofen upinacim
stolkem 1, ktery je na své pracovni plose 1a opatfen alespoii jednou polohovaci ryskou a je spo-
jen s prvkem mikrometrického nastaveni 2, ve sméru osy x pracovni plochy 1a, prvkem mikro-
metrického nastaveni 3, ve sméru osy y pracovni plochy la a dale prvkem mikrometrického
nastaveni 4 tihlu rotace v ose z na pracovni plochu la kolmou.

Prvkem mikrometrického nastaveni 2, ve sméru osy x pracovni plochy la (viz detail na obr. 4) je
prvek translace v ose x tvofeny pohybovym Sroubem s mikrometrickou hlavici, ktera ma rozlisi-
telnost 0,01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm. Obdobné také prvkem mikrometrického nastave-
ni 3, ve sméru osy y pracovni plochy la (viz detail na obr. 4) je prvek translace v ose y tvofeny
pohybovym sroubem s mikrometrickou hlavici, ktera ma rozlisitelnost 0.01 mm a pracovni roz-
sah 0 aZ 25 mm. Obdobné také prvkem mikrometrického nastaveni 3, ve sméru osy y pracovni
plochy la (viz detail na obr. 4) je prvek translace v ose y tvofeny pohybovym Sroubem s mikro-
metrickou hlavici, ktera ma rozlisitelnost 0,01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm. Prvek mikro-
metrického nastaveni 4 hlu rotace v ose z na pracovni plochu la (viz detail na obr. 5) upinaciho
stolku 1 kolmou je tvofen otoénym &epem 4a a daliim pohybovym Sroubem s mikrometrickou
hlavici a mechanismem pfevodu translaéniho pohybu na rotatni bazi rotujiciho valetku 4b
s kloubem 4c. Mikrometricka hlavice prvku mikrometrického nastaveni 4 uhlu rotace v ose z ma
rozliSitelnost 0,01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm.

Jako konkrétni piiklad vyuziti relokaéniho pripravku pro sniZeni asu snimani mize slouzit kol
sniméani sedmi stop po mikroindentaci mikrotvrdomérem — viz obr. 6. Bez vyuZiti relokagniho
piipravku byl &as snimani 215 hodin, po jeho aplikaci doslo ke sniZeni tohoto ¢asu na pouhych
27 hodin.

PATENTOVE NAROKY

1. Zpisob zptesnéni a zrychleni mikroskopického hodnoceni jakosti povrchu vzorku, zejmena
polymerniho materialu, vyzna&ujici se tim, Ze hodnoceny vzorek se nejprve upevni
na pracovni plochu (1a) upinaciho stolku (1) reloka¢niho pfipravku, relokacni pfipravek jako
celek se upne na still méficiho mikroskopu, kde se nalezne misto, na kterém ma byt provedeno
hodnoceni jakosti povrchu a pomoci prvkii mikrometrického nastaveni (2, 3, 4) se ve formé pra-
vouhlych soufadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a Uhlu rotace (Ac) v ose na pracovni plochu kolmou
odedte poloha tohoto mista povrchu vzorku vii€i jedné ze Ctvefice polohovacich rysek (1b)
umisténych na pracovni plose (1a), potom se reloka¢ni pfipravek pfemisti a upne na stiil zafizeni
pro hodnoceni jakosti povrchu s tim, Ze zadanim soufadnic (AX, Ay a Ag) vi€i pfislusné poloho-
vaci rysce (1b) do méficiho systému zafizeni pro kontrolu jakosti povrchu dojde k ptesné lokali-
zaci mista povrchu vzorku uréeného k hodnoceni.

2. Zpisob podle naroku 1, vyzna&ujici se tim, Ze upevnéni hodnoceného vzorku na
pracovni plochu upinaciho stolku reloka¢niho piipravku se provede pomoci plastické fixa¢ni
hmoty a/nebo mechanickym upevnénim.

3. Zpusob podle naroku 1, vyznaéujici se tim, Ze hodnoceni jakosti povrchu se pro-
vede metodou skenovani a zafizenim pro kontrolu jakosti je povrchovy skener.

4. Relokadni pipravek k provadéni zpisobu podle narokii 1 az 3, vyzmna&ujici se
tim, Ze je tvofen upinacim stolkem (1), ktery je na své pracovni plose (1a) opatten alespoii jed-
nou polohovaci ryskou (1b) a je spojen s prvky mikrometrického nastaveni (2, 3) ve sméru pravo-
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uhlych soufadnic pracovni plochy (1a) a déle s prvkem mikrometrického nastaveni (4) uhlu rota-
ce v ose na pracovni plochu (1a) kolmou.

5. Reloka¢ni ptipravek podle naroku 4, vyznacdujici se tim, e prvky mikrometric-
kého nastaveni (2, 3) ve sméru pravouhlych soufadnic pracovni plochy (1a) upinaciho stolku )
Jsou prvek mikrometrického nastaveni (2) translace v ose (x) a prvek mikrometrického nastaveni
(3) translace v ose (y), pfiCemz oba prvky (2, 3) jsou tvofeny pohybovymi $rouby s mikrometric-
kymi hlavicemi.

6. Relokacni pfipravek podle ndroku 4, vyznaéujici se tim, ze prvek mikrometric-
kého nastaveni (4) ithlu rotace v ose (z) na pracovni plochu (1a) upinaciho stolku (1) kolmou je
tvofen oto¢nym Cepem (4a) a dal3im pohybovym Sroubem s mikrometrickou hlavici a mechanis-
mem pfevodu translaéniho pohybu na rotaéni bazi rotujiciho véaletku (4b) s kloubem (4c).

7. Relokacni ptipravek podle narokii 5a 6, vyznadujici se tim, Ze mikrometrické

hlavice prvki mikrometrického nastaveni (2, 3, 4) maji rozlisitelnost 0,01 mm a pracovni rozsah
0 az 25 mm.

4 vykresy
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Obr. 1
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Obr. 2
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Obr. 3
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Obr. 6
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